KARTA PRZEDMIOTU

I. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiow

Jednostka prowadzaca kierunek studiow

Instytut Nauk Technicznych

Nazwa kierunku studidow

Informatyka w biznesie

Forma prowadzenia studiow

stacjonarne

Profil studiow

praktyczny

Poziom ksztatcenia

studia | stopnia

Nazwa przedmiotu

Metrologia techniczna i systemy pomiarowe

Kod przedmiotu

K 18

Poziom/kategoria przedmiotu

przedmiot: ksztatcenia kierunkowego

Status przedmiotu obowigzkowy
Usytuowanie przedmiotu w planie studiow | semestr 4
Jezyk wyktadowy polski

Liczba punktow ECTS 3

Koordynator przedmiotu

dr inz. Stanistaw Szablowski

Odpowiedzialny za realizacje przedmiotu

mgr Lestaw Kotcz

2. Formy zaje¢¢ dydaktycznych i ich wymiar w planie studiow.

Wyktad | Cwiczenia | Konwersatorium | Laboratorium | Projekt | Seminarium | Praktyka
wW C K L P S PZ
15 - - 30 - - -

3. Cele przedmiotu (opcjonalnie)

Cl1. Poznanie zagadnien z metrologii i technik pomiarowych oraz podstawowych narze¢dzi
pomiarowych.
C2. Zdobycie umiejetnosci praktycznego opanowania metod pomiaru i doboru narzedzi
pomiarowych w zaleznos$ci od wartosci tolerancji wykonywanych.
C3. Poznanie metodyki obliczania poprawnej wartoSci wynikOw pomiaru i okreslenie
niedoktadnos$ci pomiaru.

4. Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji.

A. Wiedza z zakresu matematyki, grafiki inzynierskiej i zapisu konstrukcji.




5. Efekty ksztalcenia dla przedmiotu, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektow

ksztalcenia.

Symbol

efektu

Opis efektéw ksztatcenia dla przedmiotu

odniesienie
do efektow
kierunkowych

odniesienie

do efektow
obszarowych
1 inzynierskich

W zakresie wiedzy:

w_01

Ma wiedz¢ z zagadnien z  metrologii i technik
pomiarowych oraz podstawowych narzedzi
pomiarowych.

K_W10

P6S_WG

W zakresie umiejetnosci:

u_01

Potrafi postugiwa¢ si¢ aparaturag pomiarows oraz

. . . K_U04
wykonywac¢ na nich pomiary. -

P6S_UW

U_02

Potrafi przeprowadzi¢ metodyke obliczania poprawnej
warto$ci wynikéw pomiaru i okre$li¢ niedoktadnosé
pomiarow.

K_U24

P6S_UW

W zakresie kompetencji spotecznych:

K_01

Rozumie potrzebe systematycznej pracy w celu
. 3 . K_KO01
zdobywania wyzszych kompetencji zawodowych -

P6U_KK

6. Tresci ksztalcenia — oddzielnie dla kazdej formy zaje¢ dydaktycznych
Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu

Lp.

Tresci ksztalcenia

Liczba godz.

w1

Podstawy teorii pomiarow. Metrologia techniczna. Normy. Miedzynarodowy
uktad jednostek i miar. Wzorce dlugosci i kata. Pomiary bezposrednie i
posrednie

2

Klasyfikacja i rodzaje przyrzadow pomiarowych. Typy przyrzadéw
suwmiarkowych, mikrometrycznych i czujnikow pomiarowych. Podstawowe
wymagania metrologiczne i techniczne przyrzadéw pomiarowych. Instrukcje
sprawdzania  przyrzadow  pomiarowych.  Przetworniki ~ pomiarowe.
Charakterystyki statyczne i dynamiczne przetwornikow pomiarowych i
pozostatych elementdw toru pomiarowego. Przetwarzanie 1 rejestracja
sygnalow analogowych i cyfrowych.

W3

Analiza niedoktadno$ci pomiarow w budowie maszyn. Podstawowe pojecia
dotyczace doktadnosci pomiaréw. Podstawowe zrddita bledéw w procesie
pomiarowym. Analiza bledow statycznych i dynamicznych. Metody i
narzedzia do oceny doktadnos$ci wymiaréw. Zasady wyznaczania niepewnosci
pomiaré6w metoda typu A i B wg przewodnika ISO. Bledy przypadkowe w
pomiarach posrednich i bezposrednich. Przyktady szacowania niepewnosci
pomiarow.

Uktad tolerancji i pasowan. Tolerancje wymiaru. Klasy tolerancji. Pasowania i
ich parametry. Wprowadzenie do tolerowania wymiarowo geometrycznego.
Zasada powierzchni przylegajacych.

Tolerancje i odchylki ksztattu, kierunku, potozenia i bicia. Tolerancje zalezne
(warunek maksimum, minimum materiatu, wymaganie wzajemnoScCi).
Tolerancje niezalezne. Pole zewnetrzne tolerancji. Stan swobodny.

W 6

Wspotrzednosciowa technika pomiarowa. Pomiary powierzchni swobodnych.
Tolerancje i odchytki. Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zarysu oraz
powierzchni krzywoliniowej. Pomiary elementoéw o ztozonej postaci.

W7

Chropowatos¢, falistos¢ powierzchni i profil pierwotny. Metody i sposob
oceny struktury geometrycznej powierzchni. Parametry  opisujace
chropowatos¢ powierzchni. Linia srednia profilu. Pomiary chropowatosci
powierzchni. Przestrzenny opis chropowatosci powierzchni.

W 8

Metody statystyczne w zapewnieniu jakosci.

Razem

15




Tresci ksztalcenia w zakresie laboratorium

Lp. Tresci ksztatcenia Liczba godz.

L1 Wprowadzenie do laboratorium (organizacja ¢wiczen i bhp w 5
laboratorium)

L2 Pomiary $rednic watkow i otworéw oraz odchytek okragtosci i 4
walcowosci

L 3 | Pomiary promieni tukéw kotowych 4

L 4 | Kontrola statystyczna 4

L5 | Pomiary gwintow i okreslenie klasy doktadnosci 4

L 6 | Pomiary struktur geometrycznych powierzchni 4

L 7 | Pomiary kot zebatych 4

L 8 | Pomiary wspotrzednosciowe 4

Razem 30

7. Metody weryfikacji efektow ksztalcenia / w odniesieniu do poszczegolnych efektow/

Symbol
efektu
ksztalcenia

Forma weryfikacji

Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Sprawdzian

Kolokwium| Projekt s
WeJSCIOWY

Sprawozdanie

Inne

W_01

X

U o1

U_02

K_01

8. Narzedzia dydaktyczne

Symbol Rodzaj zajec
N1 wyktad
N2 laboratorium

9. Ocena osiagnietych efektow ksztalcenia
9.1. Sposoby oceny

Ocena formujgca

F1 Kolokwium
F2 Cwiczenia laboratoryjne
Ocena podsumowujaca
P1 Zaliczenie wyktadow na podstawie kolokwium F1
p2 Zaliczenie zaje¢ laboratoryjnych na podstawie sredniej F2
P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie sredniej wazonej F1+F2




9.2. Kryteria oceny

Student, ktory osiagnat zaktadany poziom wiedzy, posiadt wymagane umieje¢tnosci, cechuje
si¢ okreslonymi kompetencjami spotecznymi, ktore sg zdefiniowane w efektach ksztalcenia
dla modutu, zalicza modut ksztatcenia. Student, ktéry nie osiagnat zakladanych efektow

ksztalcenia, nie zalicza modutu ksztalcenia.
Student, ktory zaliczyt modut:

Symbol
efektu na ocene¢ 3 na ocene¢ 3,5 na ocene¢ 4 na oceng¢ 4,5 na ocene¢ 5
ksztalcenia
Zna wiedze z Jak na oceng 3, Jak na oceng 3,5, Jak na oceng 4, ale Jak na oceng 4,5,
zagadnien z ale rowniez potrafi ale rowniez posiada rowniez potrafi ale rowniez potrafi
podstaw teorii klasyfikowac¢ i uporzadkowana wiedz¢ uporzadkowac wyjasni¢ na czym
W 01 pomiarow wymieni¢ rodzaje w zakresie tolerowania wiedzg z zakresu polegaja metody
- przyrzadow prostych elementéw chropowatosci i statystyczne w
pomiarowych. geometrycznych. falistos$ci zapewnieniu jakosci.
powierzchni.
Potrafi Jak na oceng 3, Jak na oceng 3,5, Jak na oceng 4, Jak na oceng 4,5,
przeprowadzié ale rowniez okresli¢ ale rowniez potrafi jak rowniez potrafi jak rowniez zna
metodyke niedoktadnos¢ analizowa¢ bledy oméwi¢ zasady informacje o btgdach
obliczania pomiardw. Potrafi statyczne i dynamiczne. wyznaczania przypadkowych w
poprawnej omowi¢ podstawowe Metody i narzedzia do niepewnosci pomiarach
U 01 warto$ci zrodia bledow w oceny doktadnosci pomiaréw metoda posrednich i
- wynikow. procesie wymiardow. typu Ai Bwg bezposrednich.
pomiarowym. przewodnika ISO. Przyktady
szacowania
niepewnosci
pomiarow.
Posiada Jak na oceng 3, Jak na oceng 3,5, Jak na oceng 4, Jak na oceng 4,5,
umiejetnosce ale rowniez potrafi jak réwniez dokonywac ale rowniez potrafi ale rowniez jest w
praktycznego postugiwacé sie pomiaru i doboru postugiwac sie stanie interpretowac
U 02 opanowania przyrzadami narzedzi pomiarowych. przyrzadami wyniki uzyskanych
— metod pomiaru. pomiarowymi. pomiarowymi w pomiarow w zakresie
zakresie pomiarow pomiardw
chropowatosci chropowatosci
powierzchni. powierzchni.
Rozumie potrzeb¢| Rozumie potrzebe Rozumie potrzebe Rozumie potrzebe Rozumie potrzebe
systematycznej | systematycznej pracy | Systematycznejpracy w | systematycznej pracy | systematycznej pracy
pracy w celu w celu zdobywania celu zdobywania w celu zdobywania w celu zdobywania
zdobywania wyzszych wyzszych kompetencji wyzszych wyzszych
K 01 wyzszych kompetenc;ji zawodowych na kompetencji kompetencji
- kompetencji zawodowych na poziomie dobrym zawodowych na zawodowych na
zawodowych na poziomie poziomie poziomie bardzo
poziomie dostatecznym wyrdzniajacym dobrym
podstawowym

10. Literatura podstawowa i uzupelniajaca

Literatura podstawowa:

1. Krawczyk.: Metrologia 1 kontrola jakosci. Rzeszéw 1998.

2. W. Jakubiec, J. Malinowski: Metrologia Wielkosci geometrycznych. Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1996r.

3. E. Ratajczyk: Wspotrzednosciowa technika pomiarowa. WNT, Warszawa,1996r.

4. K. E. Oczos, V. Liubimov: Struktura geometryczna powierzchni, OWPRz Rzeszow

2003r
Literatura uzupelniajaca:

1. L. M. Laudanski: Statystyka nie tylko dla licencjatow, vol.1,2. OWPRz, Rzeszow,
2004-2005r.



11. Macierz realizacji przedmiotu

Odniesienie
Symbol efe ktu’ do Cele Tresci Narzedzia Sposoby
efektu cfektow Przedmiotu | programowe | dydaktyczne oceny
ksztatcenia | zdefiniowanych
dla programu
P6S_WG -
W _01 K_ W10 C1 W 1-8 N1 F1
P6S_UW -
U 01 K_U04 C2,C3 W 1-8 N2 F2
P6S_UW -
U 02 K _U24 C2,C3 L1-8 N2 F2
P6U_KK - W 1-8
K_01 K_KO1 C1,C2,C3 L 1.8 N1, N2 F1, F2

12. Obciazenie pracg studenta

Forma aktywnosci

Srednia liczba godzin
na zrealizowanie aktywnosci

Udziat w wyktadach 15
Udziatl w ¢wiczeniach -
Udzial w konwersatoriach/laboratoriach 30
Udzial nauczyciela akademickiego w egzaminie -
Udzial w konsultacjach 6
Suma godzin kontaktowych 51
Samodzielne studiowanie tresci wyktadow 15
Samodzielne przygotowanie do ¢wiczen 20
Przygotowanie do egzaminu i kolokwidéw 14
Suma godzin pracy wlasnej studenta 49
Sumaryczne obcigzenie studenta 100
Liczba punktow ECTS za przedmiot 3
Obcigzenie studenta zajeciami praktycznymi 50
2

Liczba punktow ECTS za zajecia praktyczne

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji.

14. Odpowiedzialny za przedmiot:

Przemysl, dnia ... .

Dyrektor Instytutu:




